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Formy zajeé

Forma zaje¢ Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)

Wyktad 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocene

Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocene

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie systeméw pomiarowych stosowanych w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Celem jest takze prezentacja elementéw
wykonawczych systeméw informacyjno-pomiarowych wykorzystywanych w automatycznych systemach. Celem wyktadu jest takze przedstawienie rozszerzonych funkcji
wirtualnych przyrzadéw pomiarowych stuzacych kontroli przebiegu procesu jak i ich wizualizacji oraz modelowania.

Wymagania wstepne
Podstawy automatyki, Podstawy informatyki, Podstawy programowania w jezykach wyzszego rzedu. Wiadomosci teoretyczne z kursu fizyki, inzynierii procesowe;.

Zakres tematyczny

Tres¢ wyktadowa

Tradycyjny system pomiarowy. Karty zbierania danych (DAQ). Wirtualne przyrzady pomiarowe. Podstawy programowania aplikacji w Srodowisku graficznym LabView.
Podstawowe definicje zwigzane z technikami pomiarowymi, podziat metod pomiarowych i ogélne ich oméwienie. Rola elektroniki i komputeréw w rozwoju technik pomiarowych.
Stosowalnos¢ i ograniczenia réznych metod. Wzorce i standardy. Techniki ultradzwigekowe i laserowe.

Tres¢ projektowa

W zakres tematyczny zaje¢ projektowych wchodza: zagadnienia zwigzane z projektowaniem wirtualnych przyrzadéw pomiarowych. Tematyka zaje¢ zwigzana jest z
opracowaniem koncepcji budowy wirtualnych przyrzadéw pomiarowych do: pomiaru wskaznikdw jakosci regulacji na przyktadzie obiektu cieplnego, modelowania
podstawowych uktadéw logicznych, uktadéw kombinacyjnych, sekwencyjnych. W zakres tematyczny wchodzi ponadto zagadnienia zwigzane z projektowaniem wirtualnych
przyrzadéw pomiarowych w ztozonych systemach wizualizacyjnych wybranych proceséw produkcyjnych (tematy ustalane indywidualnie ze studentami).

Metody ksztatcenia

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji Forma zaje¢
Student zna rozszerzone funkcje nowoczesnych systemow pomiarowych. ® K.Wwo4 ® egzamin - ustny, opisowy, ® Wyktad
testowy i inne

praca kontrolna

Student potrafi okresli¢ role elektroniki i techniki komputerowej w rozwoju systeméw ® K.Wo0z ® egzamin - ustny, opisowy, ® Wyktad
pomiarowych oraz potrafi identyfikowac¢ system pomiarowy w przemystowych systemach testowy i inne

pomiarowych. praca kontrolna

Student potrafi zastosowaé techniki ultradZzwiekowe i laserowe w nowoczesnych ® KU1z ® projekt ® Projekt
systemach pomiarowych. ® KU18
Student potrafi stosowaé nowoczesne przetworniki pomiarowe w mechatronicznych ® K_U07 ® projekt ® Projekt

systemach pomiarowych ® K08


http://www.wm.uz.zgora.pl/
http://www.wm.uz.zgora.pl/
http://www.wm.uz.zgora.pl/

Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji Forma zajeé¢
Student potrafi zaprojektowac system pomiarowy w Srodowisku LabView. ® K U10 ® projekt ® Projekt

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena z wyktadu jest okreslana na podstawie koricowego egzaminu pisemnego (praca pisemna) oraz
oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej. Ocena z projektu okreslana jest na podstawie opracowanego projektu i jego prezentacji. Ocena koricowa na zaliczenie
przedmiotu jest $rednig wazong z ocen za poszczegdlne formy zajeé, przy czym wagi wynosza odpowiednio: dla egzaminu z wyktadu (0.6), dla projektu (0.4).
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